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• Kretskonstruktion för EMC
– Digitala kretsar
– Analoga kretsar



Fourierspektrum
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Slöare kretsar bättre ur EMC‐synpunkt!



Strömspikar vid switchning
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Emission digital trapezoid
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Differential mode emission, 
max tillåten loop area
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Common mode emission
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Common mode, 
maximalt tillåten ledningslängd
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Typisk emission, 40 MHz klockoscillator
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Slöa ned flankerna på klockan!
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Ferrite bead



Layout av bakplan
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Ringning pga dåligt anpassad ledning
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Placering av avkopplingskondensator
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Analys av avkoppling, bild 1
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Analys av avkoppling, bild 2
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Emission från analoga kretsar
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Självsvängning pga kapacitiv last



Switchat nätaggregat, hög di/dt

2012‐04‐24 IE1332 Utveckling av elektronikprodukter   KTH/ICT/EKT  VT12  /BM 16



Kapacitiv koppling, hög dv/dt
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Design för immunitet
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• Digitala kretsar
• Vad kan hända?
• Hur minska risken?



Common mode transient från nätet
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ESD urladdning mot metallhöljet eller 
via användargränssnitt
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Transient‐ och ESD‐skydd
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Jordplan till tangentbord
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ESD‐skydd
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Immunitet microcontroller
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Watchdog

2012‐04‐24 IE1332 Utveckling av elektronikprodukter   KTH/ICT/EKT  VT12  /BM 25



NOP
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Design för immunitet
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• Analoga kretsar
• Vad kan hända?
• Hur minska risken?



Immunitet analoga kretsar
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RF kan påverka lågfrekvenskresar
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Begräns bandbredden
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Isolera signaler
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